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INTRODUCCION

Las probabilidades de transición L-^K y del espec­
tro de rayos X de un elemento se encuentran en una relación 
característica. Tal relación puede ser determinada a partir 
de la medición de las intensidades K «  y .

Se define:

Los valores observados experimentalmente se encuentran 
afectados por una serie de factores que pueden componerse 
en;

a) los efectos de la absorción de la radiación dentro 
del medio en que se halle el elemento en cuestión;

b) los factores experimenta-íes caracterizados por la 
función de transferencia del sistema de detección utilizado.

Por estas razones los métodos experimentales proveen

donde Kj y Kg son funciones dependientes de la profundidad 
de generación de la radiación, de la distribución del espectro 
de excitación-y délos coeficientes de absorción de la muestra.

El presente trabajo proporciona un método de cálculo de la 
re lación R(0/ot) a partir de los i valores experimentales medidos 
de esta relación.

TEORIA

La intensidad de la transición denomina-
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De la misma manera puede expresarse la variación de la 
intensidad de la línea K ̂  :

Dividiendo miembro a miembro ambas expresiones, se ob- 
• tiene el valor de la relación de intensidades K p / K a  gene-

da K i  9 (en lo sucesivo denominada simplemente K^), puede 
ser descripta por la expresión:

donde S es la denominada función de Sherman:

siendo Wi el rendimiento de fluorescencia;
V i  e l  "salto K" (valor de la discontinuidad en el 

espectro de absorción);
Ci la concentración del elemento en la muestra 

(Ci = 1 para elementos puros); 
el coeficiente de absorción del elemento

espectro primario de excitación de longitud de 
onda;

K constante de proporcionalidad; i corriente del 
tubo generador de rayos X; Z número atómico 
del ánodo generador.

La variación de la profundidad de generación provocará la 
modificación de la intensidad:

llamando av = SI el valor de la intensidad generada
a la profundidad e.
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rado a cualquier profundidad.

Esta relación no puede ser medida debido a la presencia 
de los efectos de autoabsorción de la radiación generada.

MEDICION DE LA RELACION 
VERDADERA K £ /K a

Se entiende por intensidades verdaderas 3 v , d v , aque­
llas que emergen del átomo y que aún no han sufrido absor­
ción en su camino emergente. Lo que se detecta fuera de la 
muestra 3 m, CL m, son las intensidades verdaderas P„ > a v t mo­
dificadas por absorción a lo largo de dicho camino.

La intensidad medida en la dirección que forma el ángulo 
0 2 con Ia normal a la superficie será:

donde " ( A * ) s  m " ( x « )  son los coeficientes de absorción li­
neales para las longitudes de onda K a y corregidas por la 
oblicuidad.

Debido a la diferencia en los coeficientes de absorción 
para las distintas longitudes de onda, la relación verdadera 
se va modificando continuamente hasta alcanzar la superficie 
de emergencia.

La variación de las intensidades puede obtenerse a par­
tir de las dos expresiones anteriores:
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Agrupando los términos

Por integración de d|3m/ d a m desde la profundidad o 
hasta la profundidad máxima de generación Ec (2 ) se obtie­
ne la relación verdadera sin distorsión

Como se puede observar en el gráfico 1, el valor de tg 0 
no es constante para todas las tensiones. Sus variaciones 
son pequeñas y únicamente detectablesa bajas tensiones. De­
bido a que el valor de ^ v / o t v e s estrictamente constante, las 
variaciones de tg oc son compensadas por pequeñas variacio­
nes en los valores .

En el cálculo de se incluye el valor $el coefi­
ciente de absorción para la longitud de onda afectiva de ex­
citación (3)* Esta longitud de onda es función de la tensióp 
aplicada al ánodo generador primario.

PARTE EXPERIMENTAL

Determinación de la relación K /K n  para el cobre

La expresión anterior ha sido aplicada en la cketermina- 
ción de la relación Kp /K a  en el cobre, empleando el gene­
rador de rayos X, Philips PW 1410*

Los ángulos de incidencia de la radiación primaria 
0-j= 49° y de emergencia de la radiación de fluorescencia
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' 6 2 = 41° han sido empleados en los cálculos.
El valor de tg a  = 0,655 se obtuvo de la figura 1. El 

valor de la profundidad crítica de generación fue calculado 
con la expresión de Chuns, Lentz y Scott (2 ) y la longitud 
de onda efectiva de acuerdo al método de Alvarez y de Vries
( 4 ) .

Se realizaron mediciones de superficie de K a  y K p pa­
ra cobre de una pureza 99»99 de 10 a lOOkV, a intervalos de 
1 kV, utilizando una discriminación que incluye a ambas con 
sus picos de escape. Estos valores no fueron corregidos por 
efectos de absorción de cristal ni eficiencia de detector ya 
que se juzgaron despreciables a los fines requeridos; con 
estos datos fue realizado el gráfico 1 de donde se obtuvo la 
tg a .

La profundidad crítica de generación está dada por:

donde K es una constante cuyo valor es 4,62, y
M es el coeficiente de absorción de la muestra corregi­

do por oblicuidad, siendo:

P. Cu = 8, 65

donde Mies el coeficiente de absorción para la radiación inci­
dente y fue calculado para una longitud de onda efectiva pro­
ducida con una tensión de 40 kV siendo X = 1,16 A° y Mi = 196,64.

M 2 es el coeficiente de absorción para las longitudes de 
onda emergentes, donde:

y

y

0  ̂ es el ángulo de incidencia = 49°
0 2 es el ángulo de emergencia = 41°

Con estos valores se obtuvo el valor:
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